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Pré-requisitos: 

Código Disciplina 

  

 

Ementa: 

Medir. Unidades de medida e o sistema internacional. O erro de medição. O sistema de medição. 
Calibração e rastreabilidade. Resultados de medições diretas. Resultados de medições indiretas. Guia 
para expressão de incerteza em medições. Propagação de incertezas através de módulos. Método de 
Monte Carlo. Controle de qualidade. Seleção de sistemas de medição. 

 
Programa: 

1. Medir. 
2. Unidades de medida e o sistema internacional. 
3. O erro de medição. 
4. O sistema de medição. 
5. Calibração e rastreabilidade. 
6. Resultados de medições diretas. 
7. Resultados de medições indiretas. 
8. Guia para expressão de incertezas em medições. 
9. Propagação de incertezas através de módulos. 
10. Método de Monte Carlo para estimativa da incerteza. 
11. Controle de qualidade. 
12. Seleção de sistemas de medição 

 

Formas de Avaliação: 

Duas provas (90%) e um trabalho (10%). 
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